
1982. Rohrer e Binning pubblicano
dati STM della ricostruzione 7x7
del Si(111).

1986. Premio Nobel per la Fisica

STM e tecniche correlate (SPM, scanning probe 
microscopy) forniscono informazioni legate allo 
spazio diretto dei sistemi



Wandelt, volume 1: 

















Movimentazione coarse

80 giri = 1 inch
(2.54 cm)

Rotazione della vite di 1 grado: 880 nm
Cantilever 1/10: 88nm



Movimentazione fine

Materiale piezoelettrico



Punta: tungsteno, oro, PtIr

Diametro filo ~ 0.2 mm



Raffreddamento e isolamento dalle vibrazioni



Imaging
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STS (Scanning Tunneling Spectroscopy)



AFM – Atomic Force Microscope





Contact AFM: morfologia di film organici
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Per rendere l’interazione punta-campione il più possibile sensibile a minimi cambiamenti
della struttura elettronica del campione, si funzionalizza la punta di un STM con una 

molecola di CO e si usa STM in modalità AFM, con una frequanza di oscillazione di cui si 
misurano le variazioni. 
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NTCDI

Naphthalenetetracarboxylic diimide








